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System on-line PI-SCANPRO

Czym jest PI-SCANPRO?

System PI-SCANPRO to automatyczny system on-line/in-line do pomiaru grubosci, gramatury, wilgotnosci, koloru, sktadu chemicznego,

szerokosci i innych parametrow, umozliwia on pomiar nie niszczacy, bez kontaktowy produktdw w formie wstegi w czasie rzeczywistym. Modutowy
system umoZliwia skonfigurowanie konkretnego rozwigzania technologicznego pod dany produkt. W systemie PI-SCANPRO dzieki zastosowaniu
innowacyjnej technologii i precyzji wykonania jesteSmy w stanie odpowiedzie¢ na najtrudniejsze wyzwania pomiarowe. Do systemu
PI-SCANPRO mozemy zastosowac gtowice pomiarowe takie jak:

- glowica izotopowa

=

- glowica laserowa

- glowica rentgenowska

- glowica NIR

- glowica XRF

- glowica spektrometryczna

- glowica pojemnosciowa

- glowica wiropragdowa

- gtowica optyczna

Poprzez  uniwersalnos¢ zastosowanych glowic pomiarowych

mozemy zmierzy¢ cate spektrum parametrow w wiekszosci tworzyw

sztucznych i ich kompozytéw. Dzieki zastosowaniu naszych
systeméw mozecie Paristwo zaoszczedzi¢ na surowcach, unika¢ ewentualnych reklamacji klientow, poprawia¢ organizacje zespotu

pracowniczego, a takze kontrolowac proces produkcji poprzez staty monitoring. |

W systemach pomiarowych PI-SCANPRO mozna dostrzec nasza filozofie:

By¢ dostawca najnowszej technologii kontrolno-pomiarowej w zakresie
pomiarow on-line grubosci, gramatury, analizy defektow, szerokosci
i wilgotnosci czy innych parametrow.

Rozwiazywac problemy techniczne naszych klientow poprzez motto:

Mierzac Oszczedzasz! Czyli Measure and SAVE Technology!
W naszym podejsciu staramy sie wstuchiwacé w potrzeby naszych klientdw oferujac

technologie prowadzacg do oszczednosci oraz technologie zréwnowazona, dbajaca

o Srodowisko.

Wartos¢é dodana produktéw POLON-I1ZOT

Nasza naczelna zasada to ,,Mierzac - oszczedzasz” — kierujgc
sie nig tworzymy praktyczne rozwigzania dla naszych klientow,
umozliwiajgce realne obnizenie kosztéw produkcji i kontroli jakosci.
Zrozumienie potrzeb biznesowych naszych klientéw oraz poznanie
ich codziennej pracy jest dla nas bardzo wazne, dlatego dzieki
statemu  kontaktowi i wspodtpracy nasze produkty sg

dostosowywane do indywidulanych potrzeb.
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Uwazamy, ze urzgdzenia powinny by¢ proste
i przyjemne w obstudze przez koncowych uzytkownikdow.
Oprogramowanie kontrolujgce prace urzadzen jest w jezyku
polskim lub angielskim (gdy zachodzi potrzeba jestesmy
w stanie dostarczy¢ takze inne wersje jezykowe). Operatorzy
naszych urzadzenn moga skupi¢ sie na merytorycznych
kwestiach swojej pracy, stosujgc nasze nieskomplikowane

w obstudze systemy.

~Mierzac — oszczedzasz” stanowi nasza mysl| przewodnia,
dlatego niezawodnos¢ oferowanych urzadzen jest dla nas bardzo
istotna. Gwarantujemy jakos¢ i funkcjonalnos¢ produktow oraz
szybka i skuteczng pomoc w przypadku problemow, jak rowniez

zapewniamy wsparcie aplikacyjne do oferowanych rozwigzan.

Uwazamy, ze kluczem do oszczednosci w firmie jest
zapewnienie mozliwosci uzyskania doktadnego wyniku dla
kluczowych procesow a dzieki stosowaniu naszych urzadzen
uzyskujemy najdoktadniejsze wyniki. Gdy proces produkcyjny

moze by¢ optymalizowany na biezaco dostarczamy rozwigzania

on-line umozliwiajgce statg kontrole procesow i skrocenie czasu
wymaganego na optymalizacje produkgji. Stosujgc najefektywniejsze
rozwigzania i podejmujac najszybsze decyzje w oparciu o doktadne

wyniki nasi klienci notuja realne oszczednosci.

Promieniowanie przenikliwe zawsze stanowito zrddto

niepokoju dla ludzi. Nasze produkty spetniajg najsurowsze
normy bezpieczenstwa, gwarantujac poziom promieniowania
ponizej progu 0,1uSv/godz - czyli poréwnywalny z promieniowaniem
jakie naturalnie wystepuje w srodowisku. Wiekszos¢ oferowanych
spektrometréw nie wymaga zgtoszenia do PANSTWOWEJ
AGENCJI ATOMISTYKI, czy wdrazania nadzoru radiologicznego.
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Tabela parametrow i opcji
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Wickniny + |+ | V| V| [ RV N VA i |+ |+ |+ |+ | |+ |+
Folia + |+ |+ |+ |+ |+ |+ 0| V|V ||V V] +
Papier + |+ |+ |+ |+ X | V||V |V +
Guma + |+ | X |+ |+ | X |+ |0 X | V0P + ]+ ||V +| V] +
Tkaniny + [+ |+ 0|+ F i X | i i+ |+ |+ |+ | V| + | V| +
Panele dachowe + |+ | X |+ |+ | X |+ | V| X |+ |+ |+ |+ | X|+ |V +|X]|+
Blachy + |+ | X |+ |+ [ X |+ |VIX|+ |+ ]|+ ]| +|X |+ V] +|X]|+
Plytid + |+ | X |+ |+ [ X |+ |V X |+ |+ |+ | +|X |+ V] +|X]|+
Okladziny akumulatorow + |+ | X |+ |+ [ X |+ | VI X |+ |+ |+ |+ | X |+ V] +|X]|+
Papa i gonty bitumiczne + | + | X |+ |+ | X | +| X |X i i + |+ |V + |V + |V
Welna szklana + |+ [ X |+ |+ | X |+ | X | x| i + |+ |V + | V| + |V +
Wetna mineralna + + | X + + | X + | X X i i + + | V| + | V| ¥+ | V| o+
Pianki izolacyjne + |+ | X |+ |+ | X |+ | X | Xx|i P+ V|V V] +
Styropiany + |+ | X |+ |+ | X |+ x| x| i + |+ | V| + |V + |V +
Mat tokna szklanego
Wegoivggo e X+ X+ XX i+ |+ V| +
Plyty budowlane + + X | |+ | X || X | X i i + |+ | S+ S+ S+
Ceramika budowlana + + X | |+ | X || X | X i i + |+ | S+ S+ S+
Piyty meblowe + |+ | X |V |+ | X | VX | X |V VI + ]+ |0+ V] +
Skleiki + |+ | X |V |+ | X | VX | X |V VI + ]+ |0+ V] +
Plyty konstrukcyjne + + X | | + X | v | X X | | v | + + i + | V| + | S+
Panele podiogowe + + | X | | + X |« | X X || v | + + i + | V| + | V] +
Materialy kompozytowe + + X v |+ v |V i i PV VA I + + + | |+ | |+
Jednowarstwowe + + X || + | | i i v+ + + + | |+ | ]+
Wielowarstwowe + + X || + | | i i VoV + + + + | V| + | S|+
Arkusze + + X || + | | i i v+ + + + | V| + | S|+
Pianki + + | X | V| + | V] VX X | Vv | V| + + | + + | V| + | V| F
Pokrycia kstruzyine VIivVI+ | VIV VX x|+ ]|+ 0|+
Pokrycia metal )
B o VIVIX | VIV X |V F x|+ ]+ X |+ V] 0|+
Pokrycia metalowe VIivVIiX|vIivIX| V][ X|X| X+ +]X|+] |+ 0|+
Kieje i laki d )
na bapierze tworzywach VIV VIV R VXX X X | R+
Kleje i lakiery rozpuszczalnikowe P
ro e e | VNV | VIV R [ VXXX X F |+ | T+
Kleje i lakiery rozpuszczalnikowe -
e orzywach VIVt | VIV VXX XX |+ ]+ ]+ |V T+
Silikony na polimerach VIV R VSV + VX X X X + + + + | Vv | + i +
Siiikony na papierze VIV | VIV VXX X X | ]|V |+
Pokrycia ekstruzyjne .
na tvr?llo;zywacerJZVJ VIV VIV | VX X X X + + + + | Vv | + i +
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
X - rozwigzanie nie polecane

+ - rozwigzanie szczegdinie polecane

V- rozwigzanie polecane 7
1 - zastosowanie zalezne od szczegdtowych wymagan aplikacji - prosimy o kontakt
TR
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Dane techniczne gtowic pomiarowych

|zotopowa Laserowa NIR Rentgenowska XRF UV/NVIS Pojemnosciowa = Wiropragdowa Optyczna
Absorbcja Pomiar kata | Absorbcja Absorbcja Wtdrne Absorbcja Zmiana Zmiana Komputerowa
Zasad ) promieniowania | odbicia promieniowania| promieniowania | promieniowanie | promieniowania| pojemnosci pradow analiza obrazu
asada pomiaru Bluby NIR X, rozproszenie |z zakresu czujnika wirowych
promieniowania | UV-VIS
Zrédta Dioda Lampa Lampa Lampa Lampa Czujnik Czujnik Diody LED
izotopowe laserowa halogenowo | rentgenowska | rentgenowska |halogenowo | pojemnosciowy | wiropragdowy | o barwie
Krypton (Kr-85) -wolframowa -wolframowa; odpowiedniej
Emiter Stront (Sr-90) Lampa do zastosowania
Promet (Pm-147) deuterowa;
Ameryk (Am-241) Lampa
Cez (Cs-137) Ksenonowa
. - ) Beta VIS NIR X X UV-VIS Elektro- Elektro- VIS
Rodzaj promieniowania Gamma magnetyczne magnetyczne
Gramatura; Grubosé; Gramatura; Gramatura; Gramatura; Gramatura’; Gramatura’; Gramatura’; Szerokoscé;
Grubosé; Szerokose; Gestosé; Grubosc; Grubosc; Grubosg; Grubosg; Grubosg; Diugosc;
Gestosc Diugosé; Grubosc; Gestosc Gestosc; Gestosc; Gstosc’ Gestosc Wysokosc;
. Wysokosé; Wilgotnosc; Sktad Kolor; Wykrywanie
Mierzone parametry Gramatura’; Sktad chemiczny; Absorbancja/ defektow
Gestosc! chemiczny; Identyfikacja | Transmitancja materiatu;
Identyfikacja materiatu Kolor
materiatu
- gramatury [g/m? | 2 - 107 Z przeliczenia” | 1-300 1-107 Z przeliczenia” | Z przeliczenia’ | Z przeliczenia’ | Z przeliczenia’ | -
akres
pomiarowy gruboscl [mm] Wnika z mierzongi| 0,001 - 100 Wynika z miezonel| Wynika z mierzonej| 1x107 - 3x10° [ 1107 - 1 0,01-15 0,04-10
gramatury” gramatury” gramatury”
gramatury [g/m?] | 0,0005 0,00001 0,001 0,0005 0,0005 0,001 0,01 0,01
Rozdzielczosé
grubosei [mm] | 0,0001 0,00001 0,001 0,000001 0,0000001 0,000001 0,000001 0,00001
Temperaturowy zakres pracy
gowicy (bez dodatkowego 5-70C
chtodzenia)
UWAGI

1. Podane dane w tabeli sa typowymi, inne sg mozliwe na zapytanie
2. * parametr z przeliczenia, patrz str.12
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Typy pomiardw i ich cechy

System PI-SCANPRO dostosowujemy do indywidualnych wymagan klienta tak, aby zapewni¢ moZzliwie najlepsze wyniki i spetni¢ wszystkie

oczekiwania. Z tego wzgledu systemy PI-SCANPRO moga wykonywac pomiary skanujace, liniowe oraz punktowe.

POMIAR SKANUJACY POPRZECZNIE POMIAR SKANUJACY WZDLUZNIE POMIAR LABORATORYJNY-PUNKTOWY

Gfowica pomiarowa porusza sie Gtowica pomiarowa jest zawieszona Pomiar jest wykonywany dla
prostopadle do kierunku ruchu na zdefiniowanej pozyciji, pomiar wybranych punktéw — jest to typowy
analizowanego produktu, pomiar odbywa sie bezposrednio pod nig sposob pomiaréw laboratoryjnych,
uwzglednia catg szerokosc - na jednej, zadanej wysokosci gdy analizujemy wytacznie
analizowanego produktu. (1 linia na glowice). fragmentaryczny wycinek produkgiji.

G~

Pomiar skanujacy poprzeczny. Pomiar skanujgcy wzdtuzny. Zmierzone wielkosci w réznych

Zmierzone wielkosci w linii ukosnej. Zmierzone wielkosci w linii wzdtuznej pionowej.  punktach na powierzni probki.

OPO®@ 9
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Rodzaje pomiaréow

Pomiar w transmisji

W tego typu pomiarach promieniowanie przenika przez produkt, analizujemy jego absorbcje przez materiat.
Detektor promieniowania znajduje sie naprzeciw emitera, zachowujac w trakcie pomiaru te samg wzgledna
pozycje wobec siebie. Taki typ pomiaréw pozwala na analize catego przekroju produktu, bez wzgledu na jego
warstwowos¢. Jest to najczestszy typ pomiardw z wykorzystaniem gtowic izotopowych czy rentgenowskich.
Przenikanie promieniowania przez materiatu pozwala na pomiar jego grubosci, gramatury czy tez wilgotnosci lub
stopnia absorbcji promieniowania (np. UV). Kolejng zaletg pomiardw w trybie transmisji jest mozliwos¢ wykrycia
wtrgcen czy tez skaz niewidocznych z zewnatrz. Ograniczeniem tej metody jest techniczna mozliwos¢ instalacji

dzielonej gtowicy (emitera i detektora) po obu stronach produktu oraz stopnien absorbciji okreslonego promieniowania przez materiat.

Pomiar odbiciowy

Gtowica pomiarowa znajduije sie tylko z jednej strony produktu. Promieniowanie emitowane z gtowicy odbija sie lub rozprasza od produktu
i trafia do detektora.
Taki tryb pomiaréw jest najczesciej stosowany dla pomiaréw grubosci gtowicami laserowymi, wowczas produkt
opiera sie na walcu stabilizujacym jego pozycje a laser mierzy odlegtosé od gtowicy do gérnej krawedzi produktu.
Pomiary odbiciowe znajdujg takze zastosowanie w przypadku gtowic NIR, XRF, RTG czy gtowicy spektrometryczne.
W tym wypadku promieniowanie emitowane przez gtowice oddziatuje z produktem i do analizatora trafia
rozproszone odbicie. Pozwala to wykonac analize tylko zewnetrznej warstwy dla produktéw wielowarstwowych
np. oznaczy¢ grubos¢ powtoki kleju naniesionej na podkiad bez koniecznosci uwzgledniania fluktuacji takiego

podkiadu lub kolory, czy tez wilgotnosci zewnetrznej warstwy. Taki uktad miernika pozwala réwniez na pomiary w sytuacji, gdy produkt

zbyt silnie absorbuje wykorzystywany zakres promieniowania lub fizycznie nie mamy mozliwosci umieszczenia detektora naprzeciw zrodta

promieniowania.

Pomiar réznicowy
Jest to tryb pomiaru, w ktérym wykorzystujemy dwa zestawy emiterdw i detektorow (dwie petne gtowice pomiarowe)
umieszczone po obu stronach analizowanego materiatu. Taki typ pomiaru pozwala na badanie materiatdw
nieprzenikliwych dla zastosowanego promieniowania, czy tez pomiar parametrow ktére rdznig sie dla gornej
i dolnej powierzchni. Tego typu pomiary sg takze wykorzystywane rutynowo w laserowych miernikach grubosci
w przypadkach, gdy produkt nie moze mie¢ kontaktu z nieruchomym elementem miernika. Ograniczeniem tej
metody jest techniczna mozliwos¢ instalacji gtowic pomiarowych po obu stronach produktu oraz stopnier absorbcii

okreslonego promieniowania przez materiat.

OPO®O@D -
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Glowice pomiarowe

System PI-SCANPRO umozliwia pomiary on-line/ in-line wielu parametrow w czasie rzeczywistym.

Naszg ideg, ktora kierowaliSmy sie przy projektowaniu systemu PI-SCANPRO byfa uniwersalnos¢ i mozliwos¢ mierzenia réznych
parametrow produktu. Poprzez indywidualne podejscie do kazdego produktu i procesu produkcyjnego jestesmy w stanie dobrac
odpowiednig gtowice pomiarowa.

Dzieki naszemu dtugoletniemu doswiadczeniu mozemy zaproponowaé zardwno urzgdzenie jednogtowicowe jaki i urzadzenie

wielogtowicowe (taczace w sobie rézne technologie pomiarowe).

zororows [ uaserows [ newrozwowsa B wn B e |

Gtowica IZOTOPOWA

Przyktad izotopowej gtowicy pomiarowej
PI-SCANPRO. Uktad sktada sie ze skanujacej
glowicy ze Zrédtem izotopowym (gdra)

i detektora (dof).

Detektor

y

UV/VIS/NIR POJEMNOSCIOWA OPTYCZNA
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Gtowica izotopowa

Glowica IZOTOPOWA Gtlowica izotopowa jest powszechnie stosowana dla pomiaru grubosci i gramatury w tworzywach

sztucznych. Glowica izotopowa w zaleznosci od zastosowanego Zrodia izotopowego charakteryzuie sie
szerokim zakresem pomiarowym np. dla gramatury 10-10 000 g/m2. Najczesciej stosowane

radioizotopy (syntetycznie wytworzone zrodta) w przemysle to:

e Pm-147 (Prometium), promieniowanie Beta e Am-241 (Ameryk), promieniowanie Gamma
e Kr-85 (Krypton), promieniowanie Beta e Cs-137 (Cez), promieniowanie Gamma
e Sr-90 (Stront), promieniowanie Beta e Co-60 (Kobalt), promieniowanie Gamma

|zotopy stosowane w przemysle poprzez swoja niska aktywnos¢ oraz zastosowanie atestowanych pojemnikéw sa bezpieczne i stanowia

alternatywe dla innych zrddet pomiarowych.

Gtowica izotopowa doskonale sprawdza sie w pomiarach w ciezkich warunkach przemystowych np. wysokich temperaturach lub wysokim
zapyleniu. Najbardziej popularny promieniowaniem stosowanym w przemysle jest promieniowanie Beta (3), pomiar jest bezinwazyjny,
bezkontaktowy, ktdry nie zostawia zadnych Sladéw na materiale i co wazne nie zmienia zadnych wiasciwosci fizyko-chemicznych mierzonego
materiatu. Metoda pomiarowa wykorzystuje zjawisko absorpcji promieniowania np. B jest to metoda transmisyjna dzigki czemu mozemy mierzy¢
produkty o réznych strukturach powierzchni np. widkniny, wetna mineralna, widkno szklane, weglowe itp. Gtéwna zaletg tej glowicy jest duza
Srednica pomiarowa, (fi @ 48 mm) diugi bezawaryjny czas uzytkowania (ok. 30-40 lat) oraz mozliwosci analizy produktdw niezaleznie od struktury
powierzchni i koloru.

Stosowanie glowicy izotopowej w urzgdzeniach kontrolno-pomiarowych (zgodnie z Prawem atomowym RP) wymaga uzyskania zezwolenia
na uzytkowanie z PAA* oraz nadzoru IOR-01**,

Gtowica izotopowa w naszym systemie PI-SCANPRO moze by¢ uzywana do pomiaru:

- W uktadzie skanujacym (trawersujacym) — skanowanie materiatu w poprzek produktu lub wstegi

- W uktadzie punktowym — pomiar punktowy w danym miejscu materiatu (poprzez multiplikowanie

mozemy uzyskac wielopunktowy ukfad pomiarowy np. 3 gtowice izotopowe punktowe)
-u- 3
=1l ebd F=10°-p-d

W metodzie absorpcyjnej rodzaj i aktywnos¢ izotopu lub typ lampy rentgenowskiej

dobiera sie w zaleznosci od rodzaju mierzonej warstwy, gdzie: d - grubos¢

I - natezenie promieniowania po przejsciu przez warstwe o grubosci d Ttumienie promieniowania
[imp.] w funkcji gramatury materiatu (przyktad)
F - warstwa o okreslonej gramaturze 480000
lo - natezenie pierwotne promieniowania 475000 | e
. . . - . 470000 =
M - wspotczynnik absorbcji promieniowania
465000 "o
i i 2 ™
F - gramatura mierzonej warstwy w g/m 460000 .
d - grubos¢ w mm 455000 =
450000 Y= 386277 575561n(x) +3 Y8 114, 47142
p - gestos¢ w g/cms R®=0,99914 o
445000 o
Mierzac absorpcje promieniowania mozemy okreslié: 440000
1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340
- gramature przy statym sktadzie chemicznym materiatu [g/m2]

- grubos¢ przy statej gestosci materiatu
*PAA- Panstwowa Agencja Atomistyki

- gestosc przy statej grubosci *|OR- Inspektor Ochrony Radiologicznej wg. Prawo Atomowego RP.

Dane techniczne gtowicy izotopowej (zestawienie porownawcze rdoznych rodzajow gfowic na stronie 8)
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Gtowica laserowa

Glowica LASEROWA Glowica laserowa moze byC skuteczng alternatywg pomiarowg dla zastosowania glowicy

izotopowej (unikamy zastosowania zrédta izotopowego, zezwolen z PAA* oraz nadzoru IOR-01*%).
Zastosowanie laserow przemysfowych umozliwia pomiar grubosci, szerokosci, wysokosci catych
produktow jak i poszczegdlinych elementow. W szczegdinosci pomiar laserowy stosowany jest
powszechnie w branzy tworzyw sztucznych 1. np. produkcia
wyrobéw gumowych i wszelkiego rodzaju plyt. Precyzyjne

g > g zastosowanie laserow w warunkach przemystowych i labora-
toryjnych umozliwia pomiar jednorodnej warstwy materiatu lub catej struktury. Uzycie laserdw zapewnia

pomiar bezkontaktowy i nieinwazyjny zardwno dla produktdw jak i operatordw na linii produkeyjne;.

Zasadg pomiaru przy uzyciu gtowicy laserowej jest pomiar drogi wigzki laserowej wystanej

z odbiornika i jej powrdt (metoda odbiciowa).

Grubos¢ produktu mozemy wyznacza¢ dwoma technikami pomiarowymi:
Pomiar do bazy - jest to roznica diugosci drogi pomiedzy wigzka laserowa i baza (np. wat, rolka), a wigzka laserowa i produktem umieszczonym
na tej bazie. Zobacz schemat ponizej.

Pomiar réznicowy - moze by¢ pomiarem 2-6¢h lub wiecej laserdw umieszczonych symultanicznie w uktadzie gora dot. Grubos¢ wyznaczana
tym pomiarem jest to réznica diugosci drogi miedzy wigzka laserowg gorng a produktem i wigzka laserowa dolng a produktem. W zaleznosci
od rodzaju produktu i jego wielkosci ten uktad pomiarowy moze by¢ multiplikowany np. uktad 4 laseréw réznicowych do pomiaru wstegi

gumy przemystowej. Zobacz schemat ponize;.

Gtowica laserowa w naszym systemie PI-SCANPRO moze by¢ uzywana do pomiaru:
- W uktadzie skanujacym (trawersujacym) — skanowanie materiatu w poprzek produktu lub wstegi
- W uktadzie punktowym — pomiar punktowy w danym miejscu materiatu (poprzez multiplikowanie mozemy uzyskac wielopunktowy ukfad

pomiarowy np. 3 gtowice laserowe punktowe)

Ze wzgledu na technike pomiaru gtowicy laserowej pomiar dzielimy na pomiar do bazy lub pomiar réznicowy (zobacz takze str. 9

Typy pomiaréw iich cechy)
TECHNIKA POMIARU GEOWICA LASEROWA

POMIAR DO BAZY (1 PUNKTOWY) POMIAR ROZNICOWY (2 PUNKTOWY)

pomiar jest realizowany za pomoca 1 wigzki laserowej np. padajacej pomiar jest realizowany za pomocg 2 wigzek lasera- uktad gora- dot.
od gory na produkt. Pomiar grubosci jest réznicg drogi pomiedzy Pomiar grubosci w tym przypadku jest réznica drogi pomigdzy
wigzka laserowg do bazy (np. watek) a laserami gornym i dolnym a produktem.

wigzka laserowg do produktu.

A WIAZKA LASERA NR 1
/

1
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Dane techniczne glowicy laserowej (zestawienie pordwnawcze roznych rodzajow gtowic na stronie 8)
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Gtowica rentgenowska

Glowica RENTGENOWSKA W gtowicy RTG jako Zrodio promieniowania wykorzystywana jest lampa rentgenowska. Praca

rentgenowska z napieciem do 30keV pozwala na uzytkowanie miernika bez koniecznosci statego
nadzoru inspektora ochrony radiologicznej, na wytgczeniu wg PAA.

Gtowica ta dostepna jest w 2 odmianach:

RENTGENOWSKA-T

Pracujaca w trybie transmisji promieniowania przez probke. Podobnie jak w glowicy izotopowej

sktada sie ona z 2 elementéw poruszajgcych wzgledem analizowanego materiatu, ale nieruchomych wzgledem siebie.
Promieniowanie rentgenowskie emitowane przez lampe zostaje czesciowo zaabsorbowane przez badany materiat, przez co do detektora
dociera jedynie jego czesc. llos¢ absorbowanego promieniowania zalezy od rodzaju materiatu, jego gestosci, grubosci oraz gramatury.

Opracowana krzywa kalibracyjna zalezna od rodzaju materiatu, pozwala na pomiar grubosci lub gramatury analizowanego produktu.

RENTGENOWSKA-O

Pracujgca w trybie odbiciowym. Taka glowica nadaje sie do wyspecjalizowanych pomiardw grubosci i gramatury. W pomiarach ta gtowica
wykorzystywane jest zjawisko rozproszenia wstecznego promieniowania rentgenowskiego pochodzacego z lampy. Promieniowanie
wsteczne wywotane efektem Comptona zalezy od rodzaju materiatu (jego liczby atomowej), gestosci i grubosci (gramatury), co pozwala na
pomiar i identyfikacje analizowanego produktu. Zjawisko Comptona polega na wybiciu elektronu z zewnetrznej powtoki atomu kosztem
energii fotonu z wiazki pierwotnej. W wyniku takiego zderzenia energia fotonu maleje. Promieniowanie comptonowskie posiada energie
nizsza od energii wigzki wzbudzajgcej i rozchodzi sie w réznych kierunkach, czesciowo takze w kierunku zZrédta sygnatu. Gtowica ta
znajduje zastosowanie w przypadkach gdy nie jest mozliwe dwustronne ustawienie zespotu detektor — zrédto, zwiaszcza w przypadku

analizy materiatow lekkich (sktadajacych sie z pierwiastkdw o matej liczbie atomowej).

Dane techniczne gfowicy rentgenowskiej (zestawienie pordwnawcze rdznych rodzajow gtowic na stronie 8)
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m Technika NIR, czyli spektroskopia w zakresie bliskiej podczerwieni (Near InfraRed Spectroscopy)

. stanowi szybka i nieniszczaca technike badawcza.
Widmo NIR jest definiowane przez ASTM jako widmo elektromagnetyczne w zakresie 780 — 2526 nm,
co odpowiada liczbom falowym 12820 — 3959 cm".
Absorpcja kwantu promieniowania w tym zakresie powoduje wzbudzenie drgar wigzart chemicznych
w analizowanej substancji. Drgania nastepuja wokdt punktu réwnowagi, odpowiadajac sytuacii drgan
wygasajacych niesynchronicznych, opisywanych przez model oscylatora asynchronicznego.

Kombinacja drgan w zakresie 1900 - 2500 nm stanowi natozenie sie na siebie drgan podstawowych i ich pochodnych harmonicznych.

Absorpcja takiego promieniowania powoduje wzbudzenie drgan wigzarn chemicznych w zwigzkach. Drgania te modyfikujg nasz sygnat
wyjsciowy, przez co sygnat docierajacy do detektora niesie informacije o wszystkich zwigzkach chemicznych w naszej probce. Poniewaz
kazdy typ wigzania ma inny punkt charakterystyczny dzieki specjalistycznemu oprogramowaniu mozemy w trakcie tworzenia kalibracji
powigza¢ widmo danej substanciji z jej stezeniem lub wykorzysta¢ do identyfikacji. Z tego faktu wynika rowniez ograniczenie tych technik.
Aby byty one przydatne do pracy urzadzenia wymagajg kalibracji. Kalibracja taka w przypadku NIR stanowi model matematyczny opisujacy

zaleznos¢ pomiedzy zebranym widmem a analizowanymi wiasciwosciami.

Dane techniczne gtowicy NIR

System PI-SCANPRO jest uniwersalnym system pomiarowym dedykowanym do instalacji bezposrednio w linii pomiarowej umozliwiajacym
pomiary wielu parametréw dzieki mozliwosci zastosowania wielu gtowic pomiarowych.

Pomiary wielkosci opieraja sie na absorbgcji promieniowania o okreslonej charakterystyce przez analizowany materiat (produkt). Zaleznosé
ta jest nastepnie przeliczana na oznaczany parametr. Wyjatkiem jest glowica laserowa, ktdra wykorzystuje zjawisko odbicia $wiatta i pomiar

kata odbicia. Systemy PI-SCANPRO wykorzystujg rézne zakresy promieniowania dzieki modutowej budowie i réznym glowicom pomiarowym.

Dane techniczne gtowicy NIR (zestawienie porownawcze rdznych rodzajow gfowic na stronie 8)
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Gtowica XRF Gtowica XRF to w istocie petny EDXRF - EnergoDyspersyjny Spektrometr Fluorescenciji

Rentgenowskiej pozwala na identyfikacje oraz oznaczenie ilosciowe (po odpowiednim skalibrowaniu)

sktadu pierwiastkowego w dowolnej probce. Sprzet ten moze by¢ szeroko wykorzystywany w analizie
elementarnej wyrobow metalowych, szklanych, ceramicznych oraz materiatéw budowlanych.
Ze wzgledu na charakter wykorzystywanego zjawiska spektrometry XRF znajdujg zastosowanie

gtéwnie w przypadku analizy powierzchni.

XRF (X-ray fluorescence = fluorescencja rentgenowska)

wykorzystuje zjawisko wtdrnej emisji promieniowania v
ZESTAW WZMACNIACZY
rentgenowskiego z probki wzbudzonej wystawieniem jej | PRZETWORNIKOW
na dziatanie wysokoenergetycznego promieniowania 4
rentgenowskiego lub promieniowania gamma. Jest to v
nieniszczaca metoda badania prébki charakteryzujgca OPROGRAMOWANIE
KOMPUTEROWE

sie duzg selektywnoscia przy réwnoczesnej niskiej
granicy oznaczalnosci. W metodzie tej wykorzystuje sie

charakterystyczne dla kazdego pierwiastka widmo, BADANA PROBKA

jakie emituje on po wzbudzeniu promieniowaniem
rentgenowskim. Widmo to stanowi podstawe do
budowy modeli kalibracyjnych pozwalajgcych na

wykonywanie analiz jakosciowych i ilosciowych.

M-shell

M3M4 Ms

Dane techniczne gtowicy XRF (zestawienie pordwnawcze réznych rodzajow gfowic na stronie 8)
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W tej gtowicy wykorzystujemy zjawisko absorbcji promieniowania w zakresie widzialnym

Glowica UV/VIS

i ultra-fioletowym. Najczesciej stosowana jest do ciggtego monitoringu barwy produktu lub
zdolnosci do absorbowania promieniowania UV z okreslonego zakresu. Gtowica te pracuje
rowniez w 2 trybach pomiarowych — pomiaru odbiciowego (gtownie analiza barwy) oraz pomiaru

transmisyjnego (gtownie absorbcja promieniowania).

SPEK UV/VIS

Barwe produktu mozna oceni¢ subiektywnie, postugujac sie w tym celu zmystem wzroku oraz wzornikami koloréw lub skorzystac
z analizatora barwy. W pierwszym przypadku zdajemy sie na subiektywne oceny dokonywane przez pracownikow. Wyniki wéwczas zalezne
sg od pracownika, jego aktualnego stanu psychofizycznego oraz natezenia i barwy $wiatta wykorzystywanego w trakcie oceny. Pomiar
koloru wykonywany przez czujnik spektrometryczny jest bardziej powtarzalny, daje takze wyniki w odtwarzalnych jednostka w okreslonej
skali barwnej. Oznacza to, ze pomiar przeprowadzony w jednym miegjscu mozna miarodajnie poréwnacé z pomiarem wykonanym gdzie
indziej i w innym czasie, a wszystko to z uzyciem standardowej, miedzynarodowej terminologii. W tym celu wykorzystywane sg tzw.
wspdtrzedne tréjchromatyczne, ktére umozliwiajg pomiar intensywnosci Swiatta w odniesieniu do wartosci trzech koloréw podstawowych:
czerwonego, zielonego i niebieskiego. Wartosci traktowane sg jako wspotrzedne X, Y i Z w przestrzeni barw CIE XYZ. System ten jest
powszechnie stosowany juz od dziesiecioleci, jako powszechny standard obiektywnej oceny barwy. Zostat zdefiniowany przez
Miedzynarodowa Komisje ds. Oswietlenia (CIE), w 1931r. Informacje o charakterystyce przestrzeni XYZ, jak i innych powszechnie

stosowanych skalach barwnych sa publicznie dostepne w wielu zrédtach.

SPEK-UV

Gfowica pracujaca w zakresie Swiatta ultrafioletowego i $wiatta widzialnego znajduje zastosowanie, gdy analizowany produkt musi
pochtania¢ promieniowanie UV lub $wiatto widzialne. Mozliwe sg rédzne zakresy pracy tej glowicy w zaleznosci od indywidulanych wymagan.
Badanie polega na ocenie absorpcji promieniowania w danym zakresie widmowym. Najczesciej gtowice te pracuja w trybie transmisji Swiatta
przez badany produkt. Umozliwiajac wykrycie np. wad probki czy tez ocene stopnia pochtaniania promieniowania w réznego rodzaju

materiatach.

Dane techniczne gtowicy UV/VIS (zestawienie pordownawcze roznych rodzajow gtowic na stronie 8)
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Gtowica pojemnosciowa

Glowica POJEMNOSCIOWA Gtowica pojemnosciowa dedykowana jest do bezkontaktowego pomiaru grubosci materiatow.

Do okreslenia odlegtosci probki od czujnika oprdcz swiatta (jak ma to miejsce w gtowicy laserowej)
‘ mozemy wykorzysta¢ réwniez pole elektromagnetyczne. Jednym z sposobdw takiego pomiaru
jest zastosowanie czujnikdw pojemnosciowych. Ich dziatanie opiera sie na zmianie pojemnosci
kondensatora jaki tworzy sensor w przypadku zblizania sie lub oddalania innego obiektu.
Pojemnosc tak tworzonego ukfadu kondensatora wzrasta wraz z zblizaniem sie materiatu do
czujnika. W naszej gtowicy pomiarowej czujniki tego typu poruszaja sie po stabilnej i nieruchomej

szynie, ktdra znajduje sie w statej odlegtosci od badanego materiatu. Zmiana grubosci materiatu rozpoznawana jest jako zblizenie sie

materiatu do czujnika. W odrdznieniu od czujnikdw laserowych technika pojemnosciowa nie jest wrazliwa na barwe czy fakture materiatu czy
tez stopien jego przezroczystosci. Czujniki pojemnosciowe nadajg sie do analizy réoznorodnych materiatéw zaréwno przewodzgcych jak
i dielektrykow. Obszar miedzy czujnikiem a mierzonym materiatem powinien by¢ catkowicie wolny od kurzu, oleju lub wody, w razie potrzeby

jest to osiggane przez przedmuchanie powietrza przez szczeling migdzy czujnikiem a materiatem.

Gfowica pojemnosciowa w naszym systemie PI-SCANPRO moze byc¢
uzywana do pomiaru:
e W uktadzie skanujacym (trawersujacym) — skanowanie materiatu
w poprzek lub wzdtuz
e W uktadzie punktowym — pomiar punktowy w danym migjscu
materiatu (poprzez multiplikowanie mozemy uzyskac wielopunktowy

ukfad pomiarowy np. 3 gtowice)

Zasada dziatania

Linie pola Obiekt zwigksza pojemnos¢

Obiekt /
Brak obiektu

Pytki kondensatora

Dane techniczne gfowicy pojemnosciowej (zestawienie porownawcze réznych rodzajow gfowic na stronie 8)
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Gtowica wiropradowa

Gtowica WIROPRADOWA Czujniki wiropradowe wykorzystuja zasade powstawania prgdow wirowych do wykrywania

przemieszczenia. Prady wirowe powstajg, gdy poruszajace sie lub zmieniajgce sie pole
magnetyczne przecina przewodnik lub odwrotnie. Wzgledny ruch powoduje krazacy przeptyw
elektrondw lub pradéw w przewodniku. Te wirujgce wiry pradu tworzg elektromagnesy z polami
magnetycznymi, ktére przeciwdziatajg dziataniu przytozonego pola magnetycznego. Im silniejsze
przytozone pole magnetyczne lub wigksza przewodnos¢ elektryczna przewodnika lub wieksza
wzgledna predkos¢ ruchu, tym wieksze prady powstaja i wieksze pole przeciwne. Sondy
wiropradowe wykrywaja formowanie sie p6l wtérnych, aby ustali¢ odlegtos¢ miedzy sonda a materiatem docelowym. Jesli wiec
pomiedzy sonde a materiat docelowy- baze pomiaru umiescimy badana probke wéwczas glowica wskaze grubosé tej probki.
Gtowice wiropradowe w systemach pomiaréw stuza do szybkich, precyzyjnych pomiaréw przemieszczen. System najczesciej
skiada sie z kompaktowego kontrolera, czujnika i zintegrowanego kabla i jest fabrycznie skalibrowany dla ferromagnetycznego

lub nie-ferromagnetycznego materiatu.

Czujnik wiroprgdowy Zakres pomiarowy

Kamera CCD Laser - Zrodio Swiatta

Rura z pokryciem

Przyktad zastosowania glowicy wiropradowej z glowica laserowa

Gtowica wiroprgdowa w naszym systemie PI-SCANPRO moze by¢ uzywana do pomiaru:
e W uktadzie skanujacym (trawersujacym) — skanowanie materiatu w poprzek lub wzdtuz
e W uktadzie punktowym — pomiar punktowy w danym miejscu materiatu (poprzez multiplikowanie mozemy uzyskac wielopunktowy uktad

pomiarowy np. 3 gtowice)

Dane techniczne gtowicy wiropradowej (zestawienie poréwnawcze réznych rodzajéw gfowic na stronie 8)
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Gtowica optyczna

Glowica OPTYCZNA Gtowica optyczna jest uzywana w system PI-SCANPRO jako samodzielna gtowica pomiarowa

lub jako dodatkowa gtowica do innych glowic np. do gtowicy laserowej, izotopowej,
pojemnosciowej lub innej. Zastosowanie glowicy optycznej w warunkach przemystowych umozliwia
pomiar szerokosci, wysokosci, dtugosci catych produktdw jak i poszczegdlnych elementdw. Dodatkowa
funkcjg glowicy optycznej jest wykorzystywanie jej mozliwosci do analizy réznego rodzaju defektdw, wad,
ubytkdw lub wtracen ciat obcych w produkowanych materiatach. Precyzyjne zastosowanie gtowic
optycznych w warunkach przemystowych i laboratoryjnych umozliwia pomiar materiatéw jednorodnych

lub ich struktur (np. widkna kompozytowe) pomiar optyczny jest bezkontaktowy i nie inwazyjny.

Gtowica optyczna w naszym systemie PI-SCANPRO moze by¢ uzywana do pomiaru:

- W uktadzie skanujacym (trawersujacym) — skanowanie materiatu w poprzeklub wzdtuz

- W uktadzie punktowym — pomiar punktowy w danym miejscu materiatu (poprzez multiplikowanie mozemy uzyska¢ wielopunktowy uktad
pomiarowy np. 3 gtowice optyczne punktowe)

- W uktadzie holistycznym — obejmujgcym 100% produktu, materiatu np. wstegi

Ze wzgledu na rodzaj analizowanych parametrow glowice optyczne w systemie PI-SCANPRO dzielimy na:

Glowica optyczna -OPTISCAN-01 - pozwala na pomiar szerokosé, wysokosci, diugosci catych produktéw jak i poszczegdlnych
elementdéw. Naped z linii produkeyjnej (w kierunku osi X) wprowadza produkty w obszar roboczy gtowicy , ktdre sg skanowane, a nastepnie
wychodzg z urzadzenia i przechodzg dalej wzdtuz linii produkcyjnej. Pomiar nastepuje w sposdb automatyczny, a informacje np.

0 szerokosci i wysokosci sa przesytane na biezaco do komputera przemystowego z petng archiwizacja.

Gtowica optyczna -OPTISCAN-MD - pozwala na statg kontrole, monitorowanie takich parametrow jak ubytek, defekt, ciato obce- wtracenie,
nieprawidiowa struktura materiatu. Gtowica PI-OPTISCAN-MD pozwala w sposdb automatyczny monitorowac defekty on-line w materiale
bedacych w ruchu ciggtym na linii produkeyjnej. System monitoruje catg szerokosé wstegi i jak rdwniez mozna go zaprogramowac go na kontrole
dowolnego odcinka wstegi materiatu. Pomiar nastepuje w sposdb automatyczny, a informacje np. o btedach sg przesytane na biezaco do komputera

przemystowego z petng archiwizacja. W przypadku wykrycia defektu, btedu system aktywuje poziom alarmu (zdefiniowany przez operatora).

PODSTAWOWE INFORMACJE Z GLOWICY OPTYCZNEJ OPTISCAN-MD:

Rozktad defektow (zliczanie) na dang Wybor zakresow tolerancji dolnej Alarm w przypadku wykrycia
partie materiatu lub w czasie i gornej detekciji defektow defektu poza tolerancja
Mozliwos¢ klasyfikacji/kategoryzacji Znakowanie produktu poza tolerancjg — caty Inne mozliwosci
materiatu produkt lub odcinka materiatu np. wstegi (OPCJA) na indywidualne zapytanie

Dane techniczne gfowicy optycznej (zestawienie pordwnawcze roznych rodzajow gtowic na stronie 8)
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Oprogramowanie PI-SCANPRO
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System PI-SCANPRO pracuje pod kontrolg dedykowanego oprogramowania ktére moze by¢ dostosowane do indywidualnych potrzeb.
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Kalibracja systemu
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Prezentacja danych
Oprogramowanie pozwala na zarzadzanie wynikami dla produktéw zebranych w partie pomiarowe jak
i produktow jednostkowych. W kazdym wypadku otrzymujemy petng informacje o wartosci mierzonego

parametru w funkciji dtugosci i szerokosci.

Dla wygody operatora oprogramowanie pozwala na wyswietlanie wynikdw w formie graficznego
przekroju poprzecznego produktu lub tylko wartosci liczbowe — $rednig dla catej szerokosci i Srednie

dla wybranych odcinkdw.

Wykres przekroju poprzecznego przedstawia profil materiatu zmierzony przez skaner. O$ pozioma jest
wyskalowana od brzegu materiatu lub od zadanego marginesu. W tym widoku oprogramowanie

wyswietla tez zdefiniowane wartosci zakreséw tolerancii.

Kazde przekroczenie zakresdw tolerancji jest sygnalizowane operatorowi bezposrednio na ekranie,
opcjonalnie moze byc¢ rdwniez zatgczana zewnetrza sygnalizacja alarmowa. W tym wypadku mozemy
zdefiniowac sobie czas Iub wartos¢ przekroczenia wyzwalajgca alarm, wymusi¢ korekte produktu
w zadanym czasie przez operatora a takze zarejestrowac w bazie danych wszelkie przekroczenia

wartosci tolerancji produktu.

Dla dziatéw kontroli jakosci oprogramowanie generuje wizualizacie z catosciowym
podgladem na produkt, gdzie wartosci zmierzone prezentowane sg w formie barwnej
mapki umozlwiajacej dokonanie oceny produktu. Uzytkownik moze wyswietlic rowniez

przekrdj poprzeczny dla wybranej dtugosci produktu.

W systemach PI-SCANPRO proces kalibracyjny i weryfikacyjny jest w petni zautomatyzowany. Kazdy produkt jest inny, moze rézni¢ sie

sktadem, analizowanymi parametrami jak i zakresami tolerancji. Aby systemy PI-SCANPRO zawsze spetnialy oczekiwania klienta

umozliwiajg tworzenie nieograniczonej liczby kalibraciji i receptur produktowych.

Kalibracja systemu jest wykonywana dla kazdego rodzaju gtowicy niezaleznie, zgodnie z jej przeznaczeniem. Kalibracje dzielimy na kilka etapdw.

Kalibracje fabryczne wykonywane w momencie produkgji instalacji —

ktdre definiujg charakterystyke danej glowicy. Kalibracje produktowe —

wykonywane w zaleznosci od wymagar gtowicy pomiarowej przez uzytkownika o odpowiednich prawach dostepu. Kalibracje automatyczna co

okreslony czas lub przy zmianie warunkdw pracy wykonywang niezaleznie od operatora. Dla potrzeb kontroli jakosci mamy réwniez mozliwose

wykonywania walidacji systemu — czyli sprawdzenia systemu pomiarowego na zdefiniowanym wzorcu walidacyjnym.
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Oprogramowanie PI-SCANPRO

Zapis danych

System PI-SCANPRO automatycznie zapisuje wszystkie zarejestrowane wyniki tworzac biezaca historie produktu, dane te dostepne sa dla
uzytkownika z poziomu oprogramowania urzgdzenia, moga byé wyeksportowane na nosnik zewnetrzny (podtaczony lokalnie lub sieciowy)

natychmiast po zakoriczeniu produkcji a takze na kazde zyczenie uzytkownika.
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Dla zapewnienia komfortu analizy zgormadzonych danych sg one eksportowane w formacie arkuszy kalkulacyjnych. Eksport danych moze

zostaé skonfigurowany przez administratora systemu.

Raporty
Funkcjonalnos¢ generowania raportow dostepna jest jako dodatkowa opcja. Oprogramowanie moze wygenerowac raport z pomiaru

produktu / partii produktow zgodny z oczekiwaniem klienta. A takze wygenerowac etykiete na produkt.

Poziomy dostepu
Obecnie nie tylko farmacja wymaga zréznicowanych uprawnien dostepu dla uzytkownikdw, dzieki takiej funkcjonalnosci mozna
wyeliminowac¢ przypadkowe btedy w konfiguracji, nastawach, czy tez ograniczy¢ dostep do poufnych

informacji dla oséb nie upowaznionych. Oprogramowania systemu PI-SCANPRO juz w wers;ji

-?E?—_ podstawowej oferuje mozliwos¢ zdefiniowania wielu rél dla grup uzytkownikéw. Nie chcg narzucac
-;_Ei:..__h_... wiasnej koncepcji podziatu obowigzkow w zaktadzie nasze oprogramowanie pozwala na petng edycije
E=_—; uprawnien dla poszczegdlnych grup. Kontrola obejmuje kazda z pozycji menu a dla kluczowych danych
HE':T dodatkowo jest mozliwos¢ zdefiniowania dostepu na poziomie odczyt / zapis. PI-SCANPRO ADV oprécz

wymienionegj funkcjonalnosci posiada rowniez wbudowany AUDIT TRIAL — tworzacy petna historie

czynnosci i zdarzen jakie miaty migjsce w systemie z mozliwoscia wyszukiwania.

Zdalny dostep

Dostep do urzadzen ze zdalnych lokalizaciji nie stanowi juz problemu. Nasze oprogramowanie w petni umozliwia zdalny dostep do danych
oraz sterowania urzagdzeniami. Funkcjonalnos¢ ta dostepna jest w dwu wersjach — podstawowej w systemie PI-SCANPRO- Basic. W tegj
wersji uzytkownik zdalny jest podtaczony bezposrednio do systemu komputerowego kontrolujgcego miernik. Ma on dostep do wszystkich
opcji podobnie jak w sytuacji gdyby stat bezposrednio przy mierniku. Jest to takze podstawowe narzedzie do zdalnej diagnostyki systemu.
Uruchomienie tej funkcjonalnosci wymaga jedynie zapewniania miernikowi PI-SCANPRO dostepu do sieci Internet.

Dla bardziej wymagajacych uzytkownikéw polecamy wersje PI-SCANPRO-Advanced, zaawansowanego oprogramowania, do ktérego
dostep zdalny zrealizowany jest poprzez dedykowana aplikacje pracujgca w srodowisku WIDNOWS. Uzytkownik zdalny otrzymuje
wowczas swoj niezalezny pulpit kontrolny systemu, a dzieki opcjonalnym kamerkom ma podglad na prace miernika. Definiowane poziomy
dostepu oraz bezposrednie potgczenie aplikacji klienta z system miernika zapewnia mozliwos¢ przegladania wynikdw, generowania

raportow, czy tez modyfikacji ustawien bez przerywania rutynowej pracy operatora linii.
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Integracja PI-SCANPRO z linig produkcyjna

Integracja z linig produkcyjna

System PI-SCANPRO umozliwia integracje z linig produkcyjna klienta w kilku punktach. Na poziomie najbardziej podstawowym system
automatycznie wykrywa krawedzie produktu, czy tez zatrzymanie pomiaru w trakcie zatrzymania linii produkcyjnej. W wersji rozszerzonej jako
opcja system PI-SCANPRO umoZzliwia petng komunikacje z sterownikiem linii produkcyjnej przesytajac biezace wyniki czy tez wartosci
wymaganej korekty w sposob cyfrowy lub analogowy. MoZliwe jest rdwniez znakowanie przekroczen bezposrednio na analizowanym
produkcie. Ze wzgledu na réznorodnosc¢ systemow sterowania liniami produkcyjnymi integracja systemu PI-SCANPRO zawsze jest

realizowana w oparciu o indywidulane ustalenia.

Nadzér nad procesem technologicznym (kalandrowania, ekstrudowania, inne)
Najczesciej ustawianie wielkosci szczelin odpowiedzialnych za parametry koncowe produktu jak grubos¢, gramatura, szerokosce, ksztaft
na liniach wyposazonych w kalandry lub ekstrudery odbywa sie poprzez reczng regulacje ich wielkosci.
Poprzez pomiar i wizualizacije on-line parametrow otrzymanego po formowaniu materiatu  mozemy wykorzystujgc —wieloletnie
doswiadczenie usprawnic¢ lub zautomatyzowac proces sterowania linig produkcyjna. Systemy nasze zapewniaja:
- Regulacje reczna:
Istniejaca najczesciej w liniach tradycyjna regulacja reczna poprzez wizualizacje odchytek geometrii mierzonego przez skaner materiatu:
grubosci, gramatury na ekranie monitorai dokrecanie lub odkrecanie Srub regulacyjnych np. ekstrudera lub watdow kalandra
- Regulacje automatyczna:
Inowacyjna opracowana przez nas metoda zapewnia automatyczny sposob regulacji, Przy czym pozwala ona korzystac¢ ze sposobu
recznego jak i zautomatyzowanego. Elementy wykonawcze uktadu samoczynnie prowadza proces kalandrowania lub ekstrudowania.
Nasze skanery posiadaja wbudowane sprzezenia zwrotne wykorzystujgce on-line wielkosci zmierzone jak np. grubosé, gramature do
automatycznej regulacii.

Korzysci uzytkownika:

e praca bez lub z ograniczonym nadzorem operatora maszyny
e stalos¢ zatozonych parametrow na przetrzeni czasu

® zmniejszenie do minimum czasu rozruch linii

e redukcja kosztéw materiatowych

e monitorowania w czasie rzeczywistym warunkow procesu

e aspekt psychologiczny poprawy warunkéw pracy

e bycia liderem na rynku
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Wymiary trawers PI-SCANPRO

Przyktadowe wymiary TRAWERS PI-SCANPRO dla wstegi 1,56m

Sterownik
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Oferujemy:

* Kompleksowa obstuge sprzedazowa i posprzedazowa

e Serwis gwarancyjny

e Serwis pogwarancyjny

e Montaz i uruchomienie urzadzen

¢ Szkolenie personelu z obstugi urzadzen w tym z zachowania bezpieczenstwa pracy
(np. praca z urzadzeniami izotopowymi)

* Przeglady okresowe

e Umowy serwisowe

¢ Modernizacje urzadzen kontrolno pomiarowych: on-line, at-line i laboratoryjnych

e Modernizacije linii technologicznych

e Transport Zrédet izotopowych zgodnie z ADR i PAA

e Magazynowanie zrodet izotopowych

e Kompleksowa ustuge nadzoru nad zrédtami izotopowymi w urzadzeniach
kontrolno-pomiarowch (IOR-01)

e Nadzér nad przemystowymi i laboratoryjnymi urzadzeniami wykorzystujacymi

promieniowanie jonizujace.

Posiadamy zezwolenie Panstwowej Agencji Atomistyki ( PAA) na wykonywanie dziatalnosci wedtug ustawy Prawo Atomowe polegajacej na:
I. - uruchamianiu urzadzen wytwarzajacych promieniowanie jonizujace - spektrometrow XRF

Il. - produkowaniu, instalowaniu i obstudze urzadzen zawierajacych zrédta promieniotworcze
Posiadamy uprawnienia f-gazowe UDT zgodne z ustawa :
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazéw

cieplarnianych i uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 842/2006

Naszym priorytetem jest zapewnie terminowosci obstugi i indywidaulane podejscie do kazdego zgtoszenia serwisowego.

ZGLOSZENIE OFERTA SERWISOWA/ UMOWIENIE TERMINU NAPRAWA SERWISOWA
SERWISOWE ZAMOWIENIE WIZYTY UDOKUMENTOWANA
PROTOKOLEM

Mierzgc Oszczedzasz!
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Jaktorow k. Warszawy
Rozwigzanie:

Pomiar on-line grubosci
Produkt: folia PS (Polistyren)
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Zielona Gora

Rozwigzanie:
Pomiar on-line gramatury

Produkt: wyktadziny, podktady wykfadzinowe,

tworzywa sztuczne

Zrealizowane projekty w firmach: mussﬁ
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Nasze portfolio - przyktady

Spektometry XRF Mierniki grubosci i gramatury

Wersja laboratoryjna Optyczne analizatory defektéw

Mierniki gestosci

Pomiary bezkontaktowe gestosci przez rure instalacji Mierniki koncentracji pytéw w tym wybuchowych

Analizatory skazen promieniotwoérczych

= —_— .
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Mierniki skazen

powierzchniowych MAZAR - analizatory radionuklidow

Systemy monitoringu skazenia

- - w probkach srodowiskowych
I mocy dawki ) pojazdéw kotowych i szynowych
w tym w materiatach budowlanych

w tym w ruchu pieszym
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Dane kontaktowe

J X POLON-IZOT

| POLON - 1ZOT sp. z 0.0.

:& ul. Michata Spisaka 31

M E X o 02 - 495 Warszawa

e - tel. +48 22 724 74 64

www.polonizot.pl

e-mail: biuro@polonizot.pl

POLON-IZOT jest polskim producentem sprzetu pomiarowego dla laboratoriéw i przemystu. Jestesmy kontynuatorem dziatalnosci znanej
w Swiecie firmy POLON Zjednoczone Zaktady Urzadzent Jadrowych, zatozonej w 1956 roku i funkcjonujacej jako Biuro Urzadzert Techniki
Jadrowej. Mozemy sie zatem poszczyci¢ ponad 60-letnim dorobkiem technicznym.

Nasza misja jest tworzenie wlasnych zaawansowanych rozwiazan technicznych dla sprzetu pomiarowego zaré6wno on-line
jak i at-line czy produktow typowo laboratoryjnych.

Jestesmy przygotowani do produkcji sprzetu pomiarowo-kontrolnego na indywidulane zamdéwienia.

Posiadamy zezwolenie Panstwowej Agenciji Atomistyki ( PAA) na wykonywanie dziatalnosci wedtug ustawy Prawo Atomowe polegajacej na:
|. - uruchamianiu urzagdzen wytwarzajacych promieniowanie jonizujgce — spektrometrow XRF

Il. - produkowaniu, instalowaniu i obstudze urzadzen zawierajgcych Zrddta promieniotwaércze

Posiadamy uprawnienia f-gazowe UDT zgodne z ustawa :

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazéw
cieplarnianych i uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 842/2006

Mierzgc Oszczedzasz!

www.polonizot.pl
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